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新規高分子の研究開発において、その表面解析は必要不可欠な研究プロセスである。
本研究課題では、当グループで開発中の新規高分子材料について、電界放出形走査
電子顕微鏡を用い高分子表面の観察と元素マッピングを行った。

実験
Experimental

架橋剤の当量を変えて、組成が異なる3種類の高分子を準備した。得られた各々の
高分子について、走査電子顕微鏡を用い高分子表面の観察と元素マッピングを行っ
た。

結果と考察
Results and Discussion

高分子表面は、架橋剤の当量を変化させても大きく変わらないことが確かめられた。
また、元素マッピングにより、合成高分子担体や触媒調製後に得られる高分子触媒
の表面には、期待通りにフッ素原子や窒素原子が存在していることを示すことがで
きた。
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